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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio
national electrotechnical committees (IEC National Committees).
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in th
end and in addition to other activities, IEC publishes International 3
hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he 22

lications is accurate, IEC cannot be
nterpretation by any end user.

itself does p6t provige any a rmity. Independent certification bodies provide co
pssment ser i ¥ to IEC marks of conformity. IEC is not responsible

ices carried ou

ire€tors, employees, servants or agents including individual exp¢g
and IEC National Committees for any personal injury, property dan
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romote

iglds. To
i¢ations,

s “IEC
erested
d non-
closely
ned by

ational
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ational
of IEC
for any
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for any

rts and
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vormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

Epensable, for the cogrect application of this publication.

ntion“is\drawn tovthe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
nirights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

bject of

International Standard IEC 61300-2-14 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005 and constitutes a
technical revision.

This edition includes the following significant technical change with respect to the previous
edition:

fundamental change of the measurement method to introduce various measurement
environments such as limited testing resources.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/3488/FDIS 86B/3533/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list
interc

can b¢ found on the IEC website.
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the stability date indicated on the IEC web site under "http
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j to the specific publication. At this date, the publicati

confirmed,
hdrawn,
blaced by a revised edition, or

&

optic
Hures,

1 until
data



https://iecnorm.com/api/?name=2fe9557bcd31d799346d3693644adeb4

61300-2-14 © IEC:2012 -5-

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-14: Tests — High optical power

1 Scope

This part of IEC 61300 describes a procedure for determining the suitapility ©
interconnecting device or a passive component to withstand the expdsure
that may occur during operation.

a_fibrg optic
power

NOTE |[General information and guidance concerning relevant test and mea dined in
IEC 61300-1.

2 Nprmative references

The fqllowing documents, in whole or in part, are i d in this documept and

are inflispensable for its application. Fg Srerice y the edition cited appliefs. For
undateéd references, the latest eg document (includind any
amendments) applies.
IEC 60825-1, Safety of laser products classification and requiremenyts

IEC 61300-1, Fibre optic™i 5t and

measlirement proceduf

IEC 61300-3-1,
measlirement prosg

IEC 6

st and
dtion

st and
ing of

c test
optic

3.1 Source (S)

The source unit consists of an optical emitter, the means to connect to it and the associated
drive electronics. A tunable light source (TLS) in which a specific output wavelength can be
tuned may be chosen as the optical emitter. A TLS may consist of a tunable LD and an optical
amplifier, or be a fibre ring laser in order to get an efficient power to test. Generally, the
power and stability requirements of a test will necessitate that the means to connect to the
optical emitter be a fibre pigtail. It shall be stable in output power and wavelength/frequency
over the measurement period. For DWDM devices, the frequency uncertainty (instead of the
wavelength uncertainty) shall be less than half of the channel bandwidth. Unless otherwise
stated in the relevant specification, the source shall have the following characteristics:

a) Centre wavelength uncertainty including stability:
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nominal centre wavelength £5 nm (for WWDM and CWDM devices);

b) Centre frequency uncertainty:

nominal centre frequency +6,3 GHz (for DWDM devices of 25 GHz channel bandwidth);

nominal centre frequency +12,5 GHz (for DWDM devices of 50 GHz channel
bandwidth);

nominal centre frequency 25 GHz (for DWDM devices of 100 GHz channel bandwidth).

c) Output power uncertainty and stability:

nominal output power £0,05 dB.

3.2

The optical detector unit is an optical power meter and consists of a

mean

Optical detector (D)

optical detectqr, the
3 sufficient

dynanmic range to make the necessary measurements and igear owgr the
measyrement range. The detectors shall be stable over the me period\and shall
have |an operational wavelength range consistent with the \DUT\ Xhe\'connection {o the
detecﬂors shall be an adaptor that accepts a connector pldy ¢ iate” design. The
detectors shall be capable of capturing all light emitted . Wnless
otherwise stated in the relevant specification, the ave the following
charagteristics:

— linparity: 1 dB;

— ungertainty including polarization dependex 0,05 dB;

— resolution: <+0,01 dB.

3.3 |Environmental chamber

The tg
the sp|

3.4
Recor

or au
autom

3.5

wavel
device

aining

nually
brmed

plitting ] g branching device shall be stable over the optical powers and
'or the test. It shall also be insensitive to polarization. The branching
able during the test. The splitting ratio of 1:99 for branching deviges is

recom

meénded in order to input high power to the DUT and low power to the optical detegtor.

3.6
These

the op
be fus

3.7

Temporary joints (TJ)

are typically used in connecting the device under test to the test apparatus. Generally,
tical power and stability requirements of a test will necessitate that the temporary joints
ion splices.

Safety devices

All necessary safety devices, including laser safety glasses, signs and other safety materials,
shall be provided in order to protect individuals from possible hazards during testing.

3.8

For tw

Test set-up

o-port optical components, a typical layout for the test apparatus is shown in Figure 1.
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This test procedure involves the use of optical powers, which constitute a potential ocular and
skin hazard to test personnel. All necessary safety procedures shall be adopted in accordance
with IEC 60825-1. In particular, the DUT shall be unpowered (that is, with no power
propagating in the fibre) when conducting a visual examination.

Optical connectors shall not be used. Fusion splices shall be used for all connecting points as
described in 3.6.

Environmental
chamber Metal doped fibre

(Termination) Q

For m ports
shall be tested, unless otherwise stated in the re

For W o the
applic

To mipimi i 3 caco nested as a series. Clause A.2 desgribes
an example of the test se tes\connectign af DUTs.

4 P

4.1

The c S 3|l berepresentative of a standard product.

Prepare and te agctording to the manufacturer’s instructions. Visual examipation
shall take cordance with IEC 61300-3-1 and IEC 61300-3-35. Debris pr the
prese imation is one of the primary causes of failure in high optical power
conne i

Precopdition the DUTs for 2 h at the standard atmospheric conditions as defined in
IEC 61300-1, unless otherwise specified in the relevant specification.

4.2 Initial examinations and measurements

Complete initial examinations and measurements on the DUTs as required by the relevant
specification. The results of the initial measurement shall be within the limit established in the
relevant specification.
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Conditioning

4.3.1 Set the chamber and the DUT to the standard atmospheric conditions. Place the DUT in
the chamber in its normal operating position. The hook-ups of the DUT to the peripheral
equipment shall also be placed in its normal operating position, when required.

4.3.2 Adjust the chamber temperature and humidity to the specified severity. The rate of
change of temperature shall not exceed 1 °C/min, averaged over a maximum period of 5 min.
Allow the DUT to reach stable temperature and maintain the temperature for the exposure

time.

4.3.3 ﬁaﬁmﬂmgﬂmﬂTm—pmm—m—be—mrhmhe—Bt%nﬂ—m—mﬁmptical
source and input optical power to the DUT.

4.3.4 |Continue to input the optical power to the DUT for the exposure ecified in
severity. Monitor the changes in attenuation and return loss © ding to
IEC 61300-3-3 during the exposure time. The changes sha riteria
specif]

4.3.5 e the
tempedrature in the chamber to the standard atmosp in the
DUT i

4.4

Allow edndition for 2 h, as defiped in
IEC 6

4.5

On co ments
on the DUT, as anent
damage to the P esults
of thelfinal measu

Unless otherwis8 T in
accordlance with is may
include

a) brpk

b) br

c) displaced, bentof broken parts

5 Severity

5.1 General

Severity is a combination of an optical power, a wavelength, a temperature, humidity and an

expos

5.2

ure time. The severity shall be specified in the relevant specification.

Optical power

The optical power of the test shall be decided in consideration of the application, unless
otherwise stated in the relevant specification. The following optical powers are examples:

- 10

mW, 30 mW, 50 mW, 100 mW, 300 mW and 500 mW.
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5.3 Wavelengths

The test wavelength shall be the centre or typical wavelength of all operating wavelength

ranges specified in the relevant specification. The following wavelengths are examples:

— 980 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1 510 nm, 1 550 nm, 1 580 nm, 1 610 nm and 1 650 nm.

For WDM devices, the combinations of multi-wavelengths which are input at the same time,
shall be decided in consideration of the application, unless otherwise stated in the relevant

specification.

5.4 Temperature

Unless otherwise stated in the relevant specification, the test tempg
maximum temperature of the operating temperature range spegifie
specifjcation.

5.5 |Humidity

Unless otherwise stated in the relevant specification, the testh
the maximum humidity of the operating humidity range sp ied

In cagse the DUT is hermetically seal-packaged,
contrdlled.

5.6 |Exposure time

The test exposure time shall be decidéd in_consi
For a pmall component whose weight is i
of 30 min is recommended

6 Deptails to be sp

The fqllowing det be specified in the relevant specification:

a) optical power
b) waveleng
c) temperat
d) humi

e) exjposure

f) in)il;ial examinatio#fs, initial measurements and initial performance requirements;

g) e

minations during test, measurements during test and performance requirements

e the
Jevant

oaued at
ication.

to be

DUT.
e time

Huring

test;
h) final examinations, final measurements and final performance requirements;
i) deviations from test procedure;
j) additional pass/fail criteria;

k) number of ports and combinations of input and output ports;

[) combinations of multi-wavelengths which are input at the same time for WDM devices.


https://iecnorm.com/api/?name=2fe9557bcd31d799346d3693644adeb4

A1

-10 - 61300-2-14 © |IEC:2012

Annex A
(normative)

Examples of test set-up

WDM devices

For WDM devices, multi-wavelength shall be input at the same time according to the
application. For two inputs/one output WDM components, a typical layout for the test

appar

The o

atus is shown in Figure A.1.

power of the second wavelength is input from the source S2 at the Game(t
power ratio of the first wavelength and second wavelength shall/be
specifjcation, based on the application. In Figure A.1, the attenu

wavel

D1, rdspectively. For the tunable optical detector D1, an O

acom

bination of a tunable filter and an optical power met

Environmental
chamber

(tunable
detector)

A.2

To mi

DAS

IEC 2025/12

himize test equipments, the DUT can be connected as a series. To test three

simult

aheously, a typical layout for the test apparatus is shown in Figure A.2.

ptical
ptical
evant

first
tector
er), or

DUTs

In this set-up, the optical power input to the last DUT, for example, DUT3 in Figure A.2, shall
be equal or higher than the optical power specified in the relevant specification.
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Environmental
chamber
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Annex B
(informative)

Examples of pass/fail criteria during exposure time

General

During the exposure time of the optical power, only the changes in attenuation and return loss
can be measured according to IEC 61300-3-3. It shall be noted that polarization dependent
loss (PDL) and wavelength dependent loss (WDL) are difficult to monitor and the

measyirement uncertainty might be larger than the initial and final measur nts accerding to
IEC 6{1300-3-4 or some other standards in the IEC 61300 series.
B.2 | Attenuation limitation of monitoring
The pass/fail criteria for attenuation de a
consideration of uncertainties caused by PDL, WDL and¢the ment system itself, in
order |to prevent the misclassification of a DUT within ' as a
failurg DUT. This attenuation limitation of monitoring,€ould pa gme DUT, with slightly
high attenuation, from being classified as failure;(howeéyer, Id be
markdd as a failure in the final measurement.
An example of attenuation limitation of“\onito
where
Ajimit,dffline f final
AppL (dB);
AwpL cation
Aerror the measurement error of the system including light
tector uncertainty and losses of temporary joints (dB).
During ge of attenuation 44 (dB) should be within following formula:
AA(t) < Ajimit,offline — 4o,ini
where
Ag ini is—theattenuatiomof the DY T measured—imthe-nitiat-measurement=according to
IEC 61300-3-4;
AA(t) is the change of attenuation calculated from the measured optical power
change as 44(t) = P(t) — P(t = 0);
P(t=0) is the measured output optical power at the first measurement of monitoring;
P(t) is the measured output optical power at the time of ¢.
B.3 Return loss limitation

The pass/fail criteria for return loss during the exposure could be specified by a similar
method.
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Sometimes the measurement system used for high optical power is not suitable for the
measurement of very high return loss limitation specified for initial and final measurement. In
such a case, another pass/fail criterion shall be adopted. An example is described in Clause
B.4.

B.4 Judgment based on the change

These examples of pass/fail criteria could be adopted as additional or alternative
requirements for Clauses B.1 and B.2. During monitoring, the change of attenuation 44 (dB)
and the change of return loss ARL (dB) shall be within the following requirements:

— fol a component with an initial insertion loss of less than 1,0 dB, 44 < 0
— fona component with an initial insertion loss of less than 2,0 dB, 44,2

— fon a component with an initial insertion loss of 2,0 dB or moyge ,0 dB,
A4 < 1,0 dB;

— fona component with an initial insertion loss of 10,0 dB or
- | 4RL | 10,0 dB.

wherel the initial insertion loss is measured in the initid

&
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS
. PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-14: Essais — Puissance optique élevée

AVANT-PROPOS
La |Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation lisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités qatignaux dg la CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de “rorm i hns les
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI — entre S Normes
intefnationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique i Ies au
pubjic (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de |a e a des
conljités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére er. Les
org@nisations internationales, gouvernementales et non gouveppem > ia\ , pafticipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I' isation (1SO),
selgn des conditions fixées par accord entre les deux organigatio
Les|décisions ou accords officiels de la CEI concernant/Te: mesure
du possible, un accord international sur le la CEI
intéfessés sont représentés dans chaque domit
Les| Publications de la CEl se présentent sou ggréées
conlme telles par les Comités nationaux de Ja la CEI
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de_ses ptiblitati . la CEIl ne peut pas étre tenue resppnsable
de l[éventuelle mauvaise utilisation ou interpréta QUi i€ par un quelconque utilisateur final.
Dar}s le but d'encourager I' 9 s nationaux de la CEIl s'engagent, dans foute la
megure possible, a applique ublications de la CEl dans leurs publ{cations
natipnales et régionales: \re toytes Publications de la CEl et toutes publications
natipnales ou régionaleg co € 3\ t diquées en termes clairs dans ces derniéres.
La CEIl elle-mém€ ne conformité. Des organismes de certification indépgndants
founnissent des ité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de la € ble d'aucun des services effectués par les organises de
certjfication indépenda
Tous les utilisatetys dyive §Sure ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.
Audune re e imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliafres ou
marndataires s particuliers et les membres de ses comités d'études et des Qomités
natipnayx~de out préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de todit autre
dommage denqielgiexnature\que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Ies frais
de justice découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CE|l ou de
toutle autre Pirdlication\de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé
L'atfention“est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ{cations
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
L’atfention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire

I'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifie de tels droits

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61300-2-14 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxieme édition publiée en 2005. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

un changement fondamental dans la méthode de mesure, pour introduire des

environnements de mesure différents, par exemple des ressources d’essai limitées.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/3488/FDIS 86B/3533/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres
fondanentales d'essais et de mesures, peut étre consultée sur le site Web' d

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera Ras
stabilifé indiquée sur le site web de la CEIl sous "http: //web
relativies a la publication recherchée. A cette date, la publicati

* re¢onduite,
* supprimée,
. r(:['lplacée par une édition révisée, ou

@%@



https://iecnorm.com/api/?name=2fe9557bcd31d799346d3693644adeb4

61300-2-14 © CEI:2012 -19 -

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS
. PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-14: Essais — Puissance optique élevée

1 Domaine d'application

La prgsente partie de la CElI 61300 décrit une méthode en vue de détermi itude d'un
dispogitif d'interconnexion ou d'un composant passif a fibres optiques osi sition
a une|puissance optique susceptible d'apparaitre au cours du fonctiof

NOTE |Des informations générales et des indications concernant les esures

appropgiées sont contenues dans la CEI 61300-1.
2 Rgférences normatives

Les dpcuments suivants sont cités en référence_de manje , en intégralité ou en
partie| dans le présent document et 18 on application. Polr les
références datées, seule I'édition reférences non datées, la
dernidre édition du document (y compris les éventuels
amendlements).

CEIl 60825-1, Sécurité des\ appareils\a Is 'tie€ 1: Classification des matéripls et
exigences

CEI 6]1300-1, (Nt composants passifs a fibres optiqyes -
Procéfures fond@nt 5Sa| res — Partie 1: Généralités et guide
CEI 6{1300-3-1, uexion et composants passifs a fibres optiqies —

Méthdgdes fonda mesures — Partie 3-1: Examens et mesures — Examen

visuel

rconnecting devices and passive components — Basic test and
rementx BN Part 3-3: Examinations and measurements — Active monitofing of

c test

CEI 6]1300-3-35, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Bas
Trati f optic

and = =35: =
connector endface visual and automated inspection
(disponible en anglais seulement)

3 Appareillage

3.1 Source (S)

Cette unité source est composée d'un émetteur optique, de son moyen de connexion et des
dispositifs électroniques de commande associés. Une source de rayonnement lumineux
accordable (TLS — tunable light source) dans laquelle peut étre accordée une longueur d'onde
de sortie spécifique peut étre choisie en tant qu'émetteur optique. Une source de
rayonnement lumineux accordable peut étre constituée soit par une diode laser (LD — /aser
diode) accordable et un amplificateur optique, soit par un laser a rétroaction fibré afin
d’obtenir la puissance nécessaire aux essais. Généralement, les exigences relatives a la
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puissance et a la stabilité d'un essai nécessitent que le moyen de connexion a I'émetteur
optique soit une fibre amorce. Sa stabilité doit étre assurée en puissance de sortie et en
longueur d'onde/fréquence sur la période de mesure. Pour les dispositifs DWDM, l'incertitude
en fréquence (au lieu de l'incertitude en longueur d’onde) doit avoir une valeur inférieure a la
moitié de la largeur de bande du canal. Sauf stipulation contraire de la spécification
applicable, la source doit comporter les caractéristiques suivantes:

a) Incertitude en longueur d’onde centrale, y compris la stabilité:
— longueur d’onde centrale nominale £5 nm (pour les dispositifs WWDM et CWDM);

b) Incertitude en fréquence centrale:

— _fréquence centrale nominale +6 3 GHz (nour les dispositifs DWDM _de largeur de
= =7 A\ g ™ J

bande du canal de 25 GHz);

— | fréquence centrale nominale +12,5 GHz (pour les dispositifs DV evlargdur de
bande du canal de 50 GHz);

— | fréquence centrale nominale +25 GHz (pour les dispositifs DW
du canal de 100 GHz);

c) Stabilité et incertitude en puissance de sortie:

bande

— | puissance de sortie nominale 0,05 dB.

3.2 |Détecteur optique (D)

L'unit¢ de détection optique est un A4
constifuée d'un détecteur optique, e~cgnhexion et des dispositifs
électrpniques associés. Les détecteur € plage dynamique suffjsante
pour rgaliser les mesures nécessaires g v etr I|nea|res sur la plage de mesurg. Les
détecfeurs doivent étre stables sur la
longugurs d'onde de fonctiopne ¢ DUT. La connexion aux détefteurs
doit 4e faire avec un ne fiche de connexion de concgption
appropriée. Les détects ive apables)de capturer toute la lumiere émise par la
partie| fiche de connexiaga s i s ontraire de la spécification applicablg, les
détecteurs doive@ porter les\caragtéristigues suivantes:

@} la Jpuissance optique gt est
myen d

— lingarité: < +0,1 dB;
— ingertitude, y ¢o Spendance/en polarisation: < 0,05 dB;
— résolution; < 0,01 dB.

3.3 |C

Le mqgntage™d'essai
la tem[pérature_etlou I'

inclure une chambre climatique capable de produire et de majntenir
yumidité spécifiee(s).

3.4 |Systeme d'acquisition de données (DAS - Data acquisition system)

L'enregistrement des valeurs de puissance optique lues sur le détecteur optique peut étre
réalisé soit manuellement soit automatiquement. Un DAS approprié doit étre utilisé lorsque
les mesures sont effectuées de maniére automatique.

3.5 Dispositif de couplage (BD — Branching device)

Le rapport de division du dispositif de couplage doit étre stable sur les puissances optiques et
les longueurs d'onde choisies pour I'essai. Il doit également étre insensible a la polarisation.
Les dispositifs de couplage doivent étre stables pendant I'essai. Le rapport de division de
1:99 pour les dispositifs de couplage est recommandé afin d’induire une haute puissance
d’entrée au dispositif en essai et une basse puissance au détecteur optique.
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3.6 Jonctions temporaires (TJ — Temporary joint)

Elles sont généralement utilisées pour raccorder le dispositif en essai au matériel d'essai.
Généralement, les exigences de puissance optique et de stabilité optique d'un essai
nécessitent que les liaisons temporaires soient des épissures par fusion.

3.7 Dispositifs de sécurité

Tous les dispositifs de sécurité nécessaires, y compris les lunettes de sécurité laser, les
signaux de sécurité et autres matériels de sécurité, doivent étre fournis pour protéger les
personnes des risques potentiels encourus au cours des essais.

3.8 |Montage d'essai

Pour les composants optiques a deux ports, une disposition typique d ‘essai

est illystrée a la Figure 1.

Cette [procédure d'essai implique I'utilisation de puissances opfique i risque
poteniiel pour les yeux et la peau du personnel chargé de i es de
sécurité nécessaires doivent étre adoptées conformémentse ier, la
puissgnce doit étre coupée (cela signifie qu'il ne doit pas sance
a l'intgrieur de la fibre) dans le dispositif en essai lorg

utilisé

Fibre dopée de
métal (terminaison)

IEC 2024/12

ontage d'essai de la puissance optique

Pour [les dispe
combipaisons. de~Np
contrgire, dans la sp

optiques multiports tels que les dispositifs de couplage, toutgs les
g d'entrée et de sortie doivent étre soumises a I'essai, sauf stipylation
cification correspondante.

Pour les dispositifs WDM, Tes Tongueurs d'onde multiples doivent &fre présenies en enirée en
méme temps conformément a I'application. L'Article A.1 décrit un exemple de montage d'essai
pour les dispositifs WDM.

Pour réduire au maximum les matériels d'essais, les DUT peuvent étre connectés en série.
L'Article A.2 décrit un exemple de montage d'essai pour la connexion en série des DUT.

4 Mode opératoire

4.1 Préconditionnement

Les échantillons d'essai choisis doivent étre représentatifs du produit normalisé.
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Préparer et nettoyer les DUT conformément aux instructions du fabricant. Un examen visuel
doit étre entrepris conformément a la CElI 61300-3-1 et a la CEl 61300-3-35. Les débris ou la
présence de contamination sont l'une des principales causes de défaillance dans les
applications de connecteurs de puissance optique élevée.

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, préconditionner le DUT pendant 2 h
dans les conditions atmosphériques normales définies dans la CEI 61300-1.

4.2 Mesures et examens initiaux

Effectuer les mesures et les examens initiaux sur le DUT, comme exigé dans la spécification

applicpbte- tHiats—de—ta € 2 oty etre—comE rites—€Hablies
par la|spécification applicable.

4.3 |Conditionnement

4.3.1 DUT
dans s, les
racco dans
leur ppsition de fonctionnement normale.

4.3.2 se de
variat Briode
maxinmale de 5 min. On laisse la tepipérature cette
tempdrature pendant le temps d'expositi

4.3.3 |Régler la longueur d’onde et la bntrée
du DUT et allumer la source optique et\la

4.3.4 |Continuer a assure temps
d’exposition spécifié en séveénité. i ement
de réflexion du T > ata CEl 61300-3-3 pendant le temps d’exposition. Les
variations doive i es Hmj dans
la spécification appfi

4.3.5 ¢ et on
modifif : hambre selon les conditions atmosphériques normales. L¢ DUT
deme f

4.4

Sauf indication contraite dans la spécification applicable, laisser le DUT dans des conditions
atmo{phériques normales pendant 2 h, comme cela est défini dans la CEI 61300-1.

4.5 Mesures et examens finaux

A lissue de l'essai, enlever tous les dispositifs de fixation et effectuer les mesures et
examens finaux sur le DUT, comme l'exige la spécification applicable, en vue de s'assurer
que le DUT n'est pas soumis a des dommages permanents. Nettoyer le DUT conformément
aux instructions du fabricant. Les résultats de la mesure finale doivent étre se situer dans les
limites établies par la spécification applicable.

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, examiner visuellement le DUT
conformément a la CEl 61300-3-1. Vérifier la présence éventuelle de toute dégradation du
DUT. Il peut s'agir, par exemple:

a) de composants ou d’accessoires cassés, desserrés ou endommageés;

b) de ruptures ou d'endommagements de la gaine, des joints d'étanchéité, des serre-cables
ou des fibres;
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c) de piéces déplacées, tordues, ou cassées.

5 Sévérité

5.1 Généralités

La sévérité constitue l'association d'une puissance optique, d'une longueur d'onde, d'une
température, d'une humidité et d'un temps d’exposition. La sévérité doit étre précisée dans la
spécification applicable.

5.2 Puissance optique

Saufjtipulation contraire dans la spécification applicable, la puissance op esshi doit
étre décidée en prenant en considération l'application. A titre d'exe Q peut citer les
puissdnces optiques suivantes:

- 10|mW, 30 mwW, 50 mW, 100 mW, 300 mW and 500 mW.
5.3 |Longueurs d'onde

La longueur d'onde d'essai doit étre la longueur d’onde ) r d'onde typique
de toygtes les plages de longueurs d'onde de fonctioghnemenkspé dans la spécification
applicpble. A titre d'exemples, on peut citer les longlieufs d'onde

- 980 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1 51 ( 1610 nm et 1 650 nm.

Sauf stipulation contraire de la spécifica pour les dispositifs WDM, les
combi i entrée en méme temps, doivent étre

décid¢es en prenant en considération lap

5.4 |Température

Sauf stipulation cantra ssificationncorrespondante, la température d'essai dojt étre
la température praxi pératures de fonctionnement spécifiée dans la
spécifjcation apphicab

5.5 |Humidité

Sauf ptipulation “sontray 3 spécification correspondante, I'humidité d'essai doit étre
I'humidité maxim *¢1a plagé d'humidité de fonctionnement spécifiée dans la spécification
applicp

Dans Je cas qute DU} est sous emballage hermétiquement fermé, il n'est pas nécessdire de
contrdler thumidité &

5.6 Temps d'exposition

Le temps d'exposition en essai doit étre décidé en prenant en considération la capacité
thermique du DUT. Pour un petit composant dont les poids est approximativement inférieur a
0,1 kg, un temps d’exposition en essai de 30 min est recommandé.

6 Deétails a spécifier

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre stipulés dans la spécification applicable:

a) la puissance optique;
b) les longueurs d'onde;
c) latempérature;
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'humidité;

le temps d’exposition;

les mesures et examens initiaux et les exigences fonctionnelles initiales;
les examens, mesures et exigences fonctionnelles pendant I'essai;

les mesures et examens finaux et les exigences fonctionnelles finales;
les écarts par rapport a la procédure d'essai;

les critéres supplémentaires d'acceptation/de rejet

le nombre de ports et les combinaisons de ports d'entrée et de sortie;

| ekt H o ] o' 2| Lol H % $ed Ara. $
e CUTTTOTT TAaTSUTTS U TUTTU T UT S U UTTa T T PTC S quUT SUTIT T CTTar S T CTT 1T TITC O T

@%
R

pour
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Annexe A
(normative)

Exemples de montages d’essai

A.1  Composants WDM

Pour les dispositifs WDM, les longueurs d'onde multiples doivent étre présentes en entrée en
méme temps, selon l'application. Pour les composants WDM a deux entrées et une sortie,

une disposition typique de I'appareillage d’essai est illustrée a la Figure A.1.

La puissance optique de la premiére longueur d'onde est présente en e
En ou%re, la puissance optique de la seconde longueur d'onde est pr:
sourc 5
d'onde¢ et de la seconde longueur d'onde doit étre stipulé dans la spéckics
fondant sur I'application. Dans la Figure A.1, les variations d'affaiblisse
Iongqur d'onde et la seconde d'onde sont contrblées par Ig

longu .
(Analy
mesufe de la puissance optique, est recommandée.

ce S1.
par la
gueur
le, se
miére
ble en
ASO
eil de

D1
(détecteur

H accordable)

A.2 | Montage d'une connexion en série

DAS

IEC 2025/12

Figure ANy*— Mantage d'essai de la puissance optique pour le dispositif WDM

Pour réduire au maximum les matériels d'essais, les DUT peuvent étre connectés en série.
Pour I'essai de trois DUT simultanément, une disposition typique de l'appareillage d’essai est

illustrée a la Figure A.2.

Dans ce montage, I'entrée de la puissance optique dans le dernier DUT, par exemple, le
DUT3 de la Figure A.2, doit étre supérieure ou égale a la puissance optique spécifiée dans la

spécification applicable.
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